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Refraktometr bedacy przedmiotem niniejsze-
g0 wynalazku jest przeznaczony do pomiaru
wspblczynnika zalamania $§wiatla substancji
cieklych i ciat stalych w warunkach laborato-
ryjnych i przemyslowych a takze do regulacji
réznych proceséw chemicznych i przetwérczych
na podstawie zmian tego wsp6lczynnika.

Znane dotychczas refraktometry interferencyj-
ne dzialajgce na zasadzie przepuszezania dwéch
réwnolegtych wigzek Swiatla przez Srodowisko
badane i #rodowisko wzorcowe, oraz pomiarze
wielkosci przesuniecia fazowego (prazkéw in-
terferencyjnych) po przej$ciu wigzek przez oby-
dwa ofrodki maja te zasadniczg wade Ze umo-
iliwilajg pomiar wspdlczynnikéw zalamania
§wiatla tylko niewiele rézniacych sie od wsp6t-
czynnika frodowiska wzorcowego, poniewaz nie-
wielkie nawet réinice tych wspdlezynnik6w po-

%) Wiaiciclel patentu ofwiadczyl, e tworea
wynalazku jest Maksymilian Pluta,

wodujg bardzo znaczne przesuniecia fazowe.
Wskutek tego wymagaja one stosowania wielu
osrodk6w wzorcowych co pocigga za sobg nie-
dogodno$ci natury technicznej oraz koniecznosé
dokonania bardzo dokladnych pomiaréw tych
wlasnie wspélczynnikéw osrodkéw wzorcowych.
Znane sg réwniez refraktometry interfereqcyj-
ne, dzialajgce na zasadzie przepuszczania fali
réwnolegtej réwnoczesnie przez dwa oérodki od-
dzielone od siebie granicg réwnolegly do kierun-
ku promienia fali przepuszczanej, przy czym je-
den z tych oérodkéw jest osrodkiem ‘wzorco-
wym. Przesuniecie fazowe ma wéwczas charak-
ter uskoku pionowego, ktérego wartodé jest
funkcjgq wspélczynnika zalamania obydwu oérod-
kéw. Jednak refraktometry tego rodzaju majgq
te same wady co wyzej opis_ane.

Powyzsze wady i niedogodnoéci usuwa re-
fraktometr interferencyjny wedlug wynalazku
w ktérym granica zetkniecia sig plyty wykona-
nej z oérodka wzorcowego z ofrodkiem badanym



jest nachylona pod okreSlonym katem do po-
wierzchni przepuszczanej przez refraktometr fa-
li plaskiej, dzigki czemu przesuniecie fazowe ma
charakter skosnego uskoku, przy czym kat na-
chylenia tego uskoku do powierzchni fali ptas-
kiej jest funkcjg wspélczynnikéw zalammania
§wiatla jednego osrodka wzgledem drugiego.
Fala przepuszczona przez refraktometr zostaje
nastepnie rozdwojona za pomoca znanego urza-
dzenia optycznego, na przyklad pryzmatu Wola-
stona, umozliwiajac dokonanie pomiaru réznicy
drogi optycznej na uskoku fazowym przez wy-
gaszanie lub zréwnywanie jasno$ci pél obrazu
interferencyjnegp . uskoku piyty refraktormretru
i obszaru sasiadiljacego z nig. Dzieki temu uzy-
skuje sie odpowiednie zmniejszenie wielko§ci
mierzonej w stosunku do wielkkoéci przesunig-
cia fazowego i znaczne rozszerzenie zakresu po-
miarowego refraktometru w stosunku do zna-
nych dotychczas urzadzen tego typu, a ponadto
umozliwia bezpoSrednie zastosowanie fotoelek-
trycznego ukladu odczytowego, rejestrujacego
i sterujacego.

Wynalazek jest wjasniony na rysunku, na kté-
rym fig. 1 przedstawia schemat optyczny re-
fraktometru, fig. 2 — powierzchnie fali pias-
kiej, przepuszczanej, fig. 3 — powierzchnie fali
po przepuszczeniu przez plytke refraktometru
z uko$nym uskokiem, fig. 4 — powierzchnie tej
fali po rozdwojeniu, fig. 5 — powierzchnie fal,
ktére wygaszono w obszarze uskoku, a fig. 6 —
powierzchnie fal, w ktérych wyréwnano jasno$é
w obszarze uskoku i poza nim, fig. 7 — sche-
mat optyczny refraktometru do pomiaréw mi-
kroskopowych, fig. 8 — obraz pola widzenia
przy pomiarze metodg wygaszenia obrazu na
granicach uskoku, fig. 9 — obraz Zrenicy wyj-
§ciowej obiektywu refraktometru w trakcie te-
go pomiaru, fig. 10 — obraz pola widzenia re-
fraktometru przy pomiarze metodg zré6wnywa-
nia jasnosSci uskoku i obszaréw sasiadujgcych
z nim, fig. 11 — schemat refraktometru labora-
toryjnego (sluzacego do pomiaréw makroskopo-
wyeh), fig. 12 — schemat refraktometru labora-
toryjnego z fotoelektrycznym urzgdzeniem od-
czytowym i pomiarowym, a fig. 13 — schemat
refraktometru przemyslowego, wmozliwiajgeego
ciggly rejestracje zmian wspéiczynnika zalama-
nia oraz sterowanie procesem wytwarzania, kt6-
ry powaduje te zmiany.

Zasada dzialania refraktometru (fig. 1 do 6)
polega na wykorzystaniu do pomiaru wspélczyn-
nika zatamania $§wiatla — spadku przesuniecia

fazowego (réznicy drogi optycznej) fali §wietl-
nej przechodzacej przez warstwe zachodzgcych
na siebie wzdluz uko$nego uskoku dwéch Sro-
dowisk: badanego i odniesienia.

Plaska fala §wietlna 3, (fig. 2) pada na szkla-
ng plytke refraktometryczng R (fig. 1) o wsp6i-
czysniku zatamania N zaopatrzong w uko$ny
uskok, pod katem a do podstawy plytki, z kt6-
rym graniczy badana ciecz o wspétezynniku za-
Fammania n. Po przejSciu przez ptytke R fala 2,
przyjmuje ksztalt fali (fig. 3), a nastepnie zo-
staje rozdwojona za pomocg elementéw dwoj-
lamaych na przyklad pryzmatu Wollestona lub
innych urzadzefi na dwie fale 3, i 2, (fig. 4).
Spadek (gradient) przesuniecia fazowego 2 :r
fali § pewstajacy na uskoku piytki refraktome-
trycznej i wyrazajacy sie tangensem kata g, jest
nastepujacg funkcjg roézmicy wspéiczynnikéw
zalamania materialu ptytki i sgsiadujagcej z nig
cieczy oraz kata uskoku:

tgf = (N —n) tga. )

Poniewaz za$
A
tef=—, 2)
. T,

gdzie 4 jest réznicg drogi optycznej miedzy fa-
13 3, i 2, w obrebie uskoku (obszar II na fig. 1),
r — rozdwojeniem poprzecznym fal X, i 2.
L.gczac réwnania (1) i (2) otrzymuje sie naste-
pujacag zaleznosé:

) ®)

przy czym 4 dla n>N jest ujemne, a dla n<N —
dodatnie. Poniewaz N, r oraz a sg dla refrakto-
metru warto$ciami stalymi wyznaczenie wspo6l-
czynnika zalamania n badanej cieczy za pomoca
refraktometru wedlug wynalazku sprowadza sie
do pomiaru wartosci 4. '

Pomiar 4 moze byé wedlug wynalazku zreali-
zowany dwoma zasadniczymi sposobami (fig.
1c, d). Jeden z nich polega na sprowadzaniu réz-
nicy drogi optycznej w obrebie uskoku (obszar II
na fig. 5) do wartoSci poza uskokiem (obszar I
lub III na fig. 4), drugi — na doprowadzeniu
rézniey drogi optyeznej w obrebie uskoku i poza
nim do takiej samej wartosei (fig. 6). W pierw-
szym przypadku wyznacza sie calkowita war-
tos§¢ A4, a w drugim wartosé 4/2.

Fig. 7 przedstawia schemat przykladowego
rozwigzania refraktometru interferencyjnego
przeznaczonego do badan mikroskopowych.
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Sklada sie on z mikroskopu interferencyjno-po-
laryzacyjnego, mikroskopu pomocniczego oraz
z plytki refraktometrycznej R 2z kanalikiem
o ukoSnym uskoku wypelnionym badang cieczy,
umieszczonej na stoliku mikroskopu. W sklad
ukladu optycznego mikroskopu interferencyjno-
polaryzacyjnego wchodzg nastepujgce zasadnicze
czeSci: kondensator K z przyslong szczelinowg S,
obiektyw Ob o powigkszeniu 5 do 10 x, polaryza-
tor kwarcowy P dwéjlomny pryzmat Wollasto-
na W o kacie lamigcym @ = 30’—45’; plytka mi-
krometryczna M do pomiaru przesuwu tego pry-
zmatu, analizator A oraz mikroskopowa nasadka
okularowa dwuoczna N, zaopatrzona w okular
Ok do obserwacji obrazu interferencyjnego.
Szczelina S znajduje sie w ognisku kondensa-
tora i biegnie réwnolegle-do krawedzi lamigcej
pryzmatu dwéjlomnego, natomiast polaryzator P
i analizator A s3 miedzy sobg skrzyzowane i ich
plaszczyzny polaryzacji tworzg z krawedzig ia-
migcg pryzmatu W kat 45°. Pryzmat dwéjlom-
ny W mikroskopu jest umieszczony w .takiej
odleglosci od obiektywu Ob, aby punkt rozdzia-
tu promieni §wietlnych (punkt C) pokrywal sie
z ogniskiem obrazowym obiektywu. Mikroskop
pomocniczy Mp stuzy do odczytywania podziatki
ptytki mikrometrycznej M.

Dzialanie refraktometru interferencyjnego
przedstawionego na fig. 7 opisano ponizej. Wy-
chodzaca z kondensatora plaska fala §wietlna 21,
po przejciu przez piytke refraktometryczng R
przyjmuje ksztalt fali 3, ktéra wpada do obiek-
tywu Ob i zostaje liniowo spolaryzowana przez
polaryzator P, a nastepnie rozdwojona na dwie
fale: zwyczajng 2, i nadzwyczajng 3, spolary-
zowane wzgledem siebie w plaszczyznach wza-
jemnie prostopadiych.

Fale te po przej§ciu przez analizator A inter-
ferujg ze sobg dajac obraz obserwowany za po-
mocg okulara Ok, ktéry ma posta¢ jednorodnej
barwy interferencyjnej. Plytke refraktometrycz-
ng R ustawia sie nastepnie tak, aby dolny albo
goérny brzeg uskoku znajdowat sie na osi optycz-
nej mikroskopu. Pole widzenia mikroskopu jest
woéwczas podzielone na dwie réwne cze$ci I i II
0 réznym zabarwieniu w przypadku stosowania
§wiatla bialego lub o réznej jasnosci, w przy-
padku — $§wiatla monochromatycznego (fig. 8).

Pomiar 4 przeprowadza si¢ w zerowym rze-
dzie interferencyjnym. Mianowicie przesuwajgc
pryzmat dwoéjlomny W za pomoca - pokretki B
ustawia sie go w takim polozeniu (py) aby I po-
towka obrazu, stanowigca obraz plytki refrak-
tometrycznej poza uskokiem, zostala maksymal-

nie wygaszona (fig. 8 lewa), a nastepnie prze-
suwa sie go do polozenia p,;, przy ktérym druga
poléwka II, bedgca obrazem interferencyjnym
uskoku réwniez zostaje maksymalnie wygaszona
(fig. 8 prawa). Rézinice polozen p, —p, odczy-
tuje si¢ na plytce mikrometrycznej M za pomoca
mikroskopu pomocniczego Mp a 4 oblicza sie ze
wzZoru:

A = (pl. _pO) Ap, (4)

.gdzie A, jest wartoscia stala wyrazajaca prze-
syniecie fazowe miedzy falami 3, i E, przypa-
dajace na jednostke przesuwu pryzmatu dwoéj-
tomnego.

Pomiar wspéiczynnika zalamania za pomoca
opisanego refraktometru wprowadza sie wiec do
pomiaru przesuwu pryzmatu dwéjlomnego, przy
czym zalezno§¢ miedzy mierzonym wspétczynni-
kiem zalamania a przesunigciem pryzmatu jest
linjowa co daje mozliwo§é latwego cechowania
refraktometru. Polozenie py, dla danego usta-
wienia plytki refraktometrycznej jest przy tym
statle i ma charakter polozenia zerowego, nato-
miast ze zmiang wspélczynnika zalamania ba-
danej cieczy zmienia sie tylko potozenie p,.

Wizualna obserwacja maksymalnego zaciem-
nienia jednej a nastgpnie drugiej poléwki pola
widzenia jest do§¢ subiektywna. Bardziej do-
kladne nastawienie pryzmatu dwéjlomnego
mozna uzyskaé obserwujgc obraz dyfrakcyjny
tworzqcy sie w plaszczyZnie ogniskowej obrazo-
wej obiektywu Ob. W tym celu na miejsce oku-
lara Ok wstawia sie drugi pomocniczy mikro-
skop Mp, ktéry ogniskuje sie na Zrenicy wyj-
§ciowe]j obiektywu Ob, gdzie dostrzega si¢ dwa
obrazy Sy i S; szczeliny S (fig. 9). Dokiadne
ustawienie pryzmatu dwoéjlomnego odpowiada-
jace maksymalnemu wygaszeniu I-ej poléwki
pola widzenia uzyskuje sie¢ wtedy, gdy przez
§rodek obrazu S, biegnie ciemny prazek interfe-
rencyjny (fig. 9 — prawa) a maksymalnemu wy-
gaszeniu II-ej poléwki pola widzenia — gdy
ciemny prazek biegnie przez §rodek obrazu S,
(fig. 9 —lewa). Ustawienie tego prazka dokladnie
w §rodku obrazéw S, i S; jest nadzwyczaj czule
i gwarantuje ustawienie pryzmatu dwoéjlomne-
go z dokladnoscig rzedu kilku mikronéw.

Drugi spos6b pomiaru przesumecm fazowe-
go A polega na ustawieniu pryzmatu dwéjtom-
nego w takim polozeniu p, aby qpy,dw:e potéw-
ki pola widzenia byly jednakowe jasne i tak sa-
mo zabarwione (fig. 10). Zostaje wtedy spemio-
ne réwnanie:

A=2(p—pd) Ap- . ®



Sposéb ten mozna stosowaé tylko wtedy, gdy
miefci si¢ w pierwszym rzedzie interferencyj-
nym. Aby warunek ten moégt byé speliony dla
Zgdanego zakresu mierniczego, dobiera sie od-
powiednio kat a uskoku lub wspétczynnik zala-
mania N plytki refraktometrycznej.

JeSli na przyklad ¢ =45, a=45°, N=1,5,
a powigkszenie obiektywu jest 10x, to zmianie
wspélczynnika zalamania » o 0,0001 odpowiada
przesuniecie pryzmatu dwéjlomnego o 0,01 mm.
W tych samych warunkach przedzial mierniczy
wspélczynnika zalamania od 1,3 do 1,7 wymaga
okolo 15 milimetrowego przesuwu pryzmatu
dwoéjtomnego, podczas gdy przy znanych dotych-
czas refraktometrach wymagal przesuniecia
50 cm (dla grubosci plytki 1 mm) refraktometru
laboratoryjnego wedlug wynalazku.

Fig. 11 przedstawia schemat przykladowy
ukladu optycznego refraktometru laboratoryjne-
go wedlug wynalazku. Sklada sie on réwniez
z kondensatora K z przysiong szczelinowg S,
z podobnej plytki refraktometrycznej R z obiek-
tywu Ob o powigkszeniu 2x do 5x, z polaryza-
tora P i analizatora A, pryzmatu dwéjlomne-
go W, plytki mikrometrycznej M polgczonej
z pryzmatem W, mikroskopu pomocniczego Mp
do odczytywania podziatki tej ptytki, okulara
Ok do obserwacji obrazu interferencyjnego oraz
z pomocniczej soczewki L, ktéra po wiaczeniu
w bieg promieni §wietlnych refraktometru sta-
nowi wraz z okularem Ok pomocniczy mikro-
skop do obserwacji Zrenicy wyjSciowej obiekty-
wu i umozliwia nastawienie ciemnego prazka

interferencyjnego na $rodek obrazéw szczeliny.

Podziatka plytki mikrometrycznej o$wietlana
jest Swiatlem dziennym odbijajacym sie od
zwierciadla umieszczonego pod plytka M. Jako
zrédlo §wiatla moze przy tym stuzyé zwyktla ni-
skowoltowa zar6wka Z, ktérej wiékno odwzoro-
wuje sie za pomocg kolektora U na szczelinie S.

Pomiar wspélczynnika zalamania za pomocg
opisanego wyzej refraktometru laboratoryjnego
mozna przeprowadzaé zaréwno w §wietle bia-
tym jak i monochromatycznym uzyskiwanym
przy uzyciu odpowiednich filtr6w interferencyj-
nych I, przy czym przebieg pomiaru jest taki
sam jak poprzednio opisany.

Fig. 12 przedstawia przykladowy schemat re-
fraktometru wediug wynalazku z urzadzeniem
fotoelektrycznym, umozliwiajagcym ustawienie
pryzmatu dwéjlomnego w polozenie odpowiada-
jace maksymalnemu zaciemnieniu poléwek pola
widzenia.

Refraktometr ten tym rézini sie od uprzednio
opisanego, ze zamiast ukladu optycznego i po-
miarowego Mp, Ok i L (fig. 11) jest zaopatrzo-
ny w soczewke D (fig. 12) rzutujgcg obraz inter-
ferencyjny na fotokomérke F na przyklad fo-
toogniwo, fotomnoznik lub inny fotoodbiornik,
a ponadto posiada umieszczony miedzy tg so-
czewka i fotokomérka — ekran E z otworem
zatrzymujacym $wiatlo pochodzgce od czesci
plytki refraktometrycznej z obszaru poza usko-
kiem, a przepuszczajacym $wiatlo obrazu usko-
ku. Fotokomérka F jest polgczona za posred-
nictwem wzmacniacza Ws z galwanometrem G.
Refraktometr wedlug fig. 12 jest réwniez wy-
posazony w urzgdzenie projekcyjne Pr rzutujgce
skale plytki mikrometrycznej M na ekran Ek.
Spos6b dzialania tego refraktometru opisano po-
nizej. Soczewka D rzutuje obraz interferencyj-
ny na fotokomérke F, jednak znajdujacy sie
przed fotokomoérka ekran E z otworem zatrzy-
muje S$wiatlo odpowiadajgce cze$ci plytki re-
fraktometrycznej poza obszarem uskoku, a prze-
puszcza tylko S$wiatto obrazu uskoku. Nateze-
nie tego $§wiatla jest tym wieksze im wicksza
jest réinica wspélczynniké6w zalamania N —n.
Prad fotoelektryczny wzmacniany przez wzmac-
niacz W przekazywany jest na galwanomeir G
lub miliamperomierz. Przesuwajac pryzmat W
za pomocg gatki B nastawia sie go na minimal-
ne wychylenie galwanometru i odczytuje na
skali ptytki mikrometrycznej M polozenie p,
pryzmatu W. Dla wygodniejszego odczytu po-
dziatka plytki M wycechowana w warto§ciach
wspéiczynnika 2atamania jest rzutowana na
ekran ze wskaZnikiem. Zerowe . polozenie p,
pryzmatu W sprawdza sie nastawiajgc otwoér
ekranu E na drugg poléwke pola widzenia.

Fig.' 13 przedstawia schemat refraktometru
interferencyjnego wedlug wynalazku przezna-
czonego do rejestracji wspélczynnika zalamania
przeptywajacej cieczy, a takze do samoczynnej
regulacji proceséw chemicznych lub fizyko-che-
micznych, ktére majg wplyw na wartos¢ tego
wspé6lczynnika. Plytka refraktometryczna R te-
go refraktometru stanowi naczyfiko z uskokiem,
przez ktére przeplywa badana ciecz, natomiast
jego cze§¢ optyczna nie réini sie od poprzednio
opisanej. Cze$§é fotoelektryczna refraktometru
sklada sie z dwéch identycznych fotoodbiorni-
kéw F1 i F2, ukladu mostkowo-kompensacyjne-
go UK, wzmacniacza W oraz mechanizmu elek-

. tromagnetycznego ME lub innego stuzgcego do

przesuwania pryzmatu dwéjlomnego W.

— 4 —
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Pomiar wsp6lczynnika zalamania tym refrak-
tometrem odbywa si¢ na zasadzie zréwnywania
jasnosci obu poléwek obrazu interferencyjnego
(fig. 10). Swiatlo pochodzace od tych poléwek
jest rozdzielane przez pryzmat odbijajgcy PZ
i kierowane na fotoodbiorniki F1 i F2. Jezeli
nastapi spadek wspé6lczynnika zalamania prze-
plywajacej cieczy, to jeden odbiornik otrzymu-
je wiecej Swiatla, a drugi mniej. Wskutek za-
chwiania réwnowagi ukladu fotoelektrycznego
przez cewke ME poplynie prad, a wytworzone
pole magnetyczne spowoduje przesuniecie pryz-
matu dwéjlomnego w takie polozenie, w ktérym
wystagpi ponownie réwnowaga w ukladzie. Je-
zeli natomiast wspéiczynnik zatamania cieczy
wzro$nie, prgd w cewce ukladu ME poplynic
w przeciwnym kierunku przesuwajac réwniez
pryzmat W w kierunku. przeciwnym. Polgcze-
nie pryzmatu dwéjlomnego z mechanizmem re-
jestrujacym MR umozliwia cigglg rejestracje
przesunieé pryzmatu i odpowiadajgcych im
zmian wspélczynnika zalamania przeplywajgcej
cieczy. Przesuniecia te mogg byé¢ réwniez wyko-
rzystane do sterowania regulacji przebiegu pro-
cesu majacego wplyw na zmiany wsp6lczynni-
ka zalamania.

Wszystkie opisane wyzej odmiany refraktome-
tru wedlug wynalazku mogg posiadaé zamiast
pryzmatu Wollastona inne elementy dwéjlom-
ne, na przyklad pryzmat Nomarskiego, Rocho-
na, kompensator Babineta, Soleila albo tez plyt-
ke Savarta. W tym ostatnim przypadku pomiar
przesuniecia fazowego 4 odbywa sie przez obrét
plytki, co stwarza dalsze mozliwo$ci rozwigzan
czeSci elektrodynamicznej i rejestrujgcej refrak-
tometru.

Zastrzezenia patentowe

1. Refraktometr interferencyjny do pomiaru,
reﬂ%tracji i regulacji wspélczynnika zalama-
nia cieczy wyposazony w pryzmat dwéjlom-
ny lub inny element rozdwajajgcy $wiatlo,
znamienny tym, ze jego element refraktome-
tryczny (R) wykonany z oSrodka wzorcowe-
go jest zaopatrzony w ukoény uskok, z kté-
Tym graniczy substancja badana, przy czym
pomiar wspélczynnika zalamania tej sub-
stancji dokonuje si¢ przez pomiar réznicy

4.

. Refraktometr wedlug

drogi optycznej (przesuniecia fazowego) fali
Swietlnej na tym uskoku za pomocg wyga-
szania lub zréwnywania jasnoéci pél obrazu
interferencyjnego, pochodzacego od elementu
i obszaru sgsiadujgcego z nim przez prze-
suniecie elementu dwéjlomnego (W).

zastrz. 1, znamienny
tym, ze jest wyposazony w mikroskop po-
mocniczy (Mp), sluzagcy do odczytu przesu-
suniecie elementu dwoéjtomnego (W).

Refraktometr wedlug zastrz. 1, znamienny
tym, ze jest zaopatrzony w uklad optycz-
ny, zlozony z okularu (Ok) i soczewki (L)
(fig. 11), ktéra po wlgczeniu w bieg§ promieni
gwietlnych refraktometru umozliwia obser-
wacje Zrenicy wyjSciowej obiektywu i nasta-
wiania ciemnego prazka interferencyjnego na
obrazie szczeliny (S), o§wietlonej zar6wka (Z).

Refraktometr wedlug zastrz. 1 i 3, znamien-
ny tym, ze jest wyposazony w urzgdzenie fo-
toelektryczne sluiace do pomiaru natezenia
Swiatla obrazu interferencyjnego uskoku,
ktére zlozone jest z fotoodbiornika (F)
(fig. 12), soczewki (D) rzutujgcej na ten od-
biornik (F) obraz interferencyjny oraz z ekra-
nu (E) zaopatrzonego w otwor przepuszcza-
jacy wylacznie obraz uskoku.

Refraktometr wedlug zastrz. 1, 3 i 4, zna-
mienny tym, ze jego cze§¢ fotoelektryczna
zlozona jest z dwoch fotoodbiornikéw
(F, i F,) (fig. 13), polaczonych za posrednic-
twem ukladu mostkowo-kompensacyjnego
(UK) i wzmacniacza (W) z mechanizmem
elektromagnetycznym (ME) stuzgcym do prze-
suwania elementu dwéjlomnego (W) poig-
czonego z mechanizmem rejestrujacym (MR)
lub sterujgcym przebiegiem procesu majgce-
go wplyw na zmiany wspblczynnika zalta-
mania substancji przeplywajgcej w spos6b
ciagly przez element refraktometryczny (R)
z uskokiem.

Centralne Laboratorium
Aparatéw Pomiarowych i Optyki
Zastepca: inz, Zbigniew Kaminski
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